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前言

　　当今，集成电路的电磁兼容性已经越来越受到人们的重视。
电子设备和系统的生产商正努力改进他们的产品以满足电磁兼容规范，降低电磁发射，增强抗干扰能
力。
过去，集成电路生产商关心的只是成本、应用领域和使用性能，几乎很少会考虑到电磁兼容的问题。
虽然单片集成电路通常不会产生较大的辐射，但它还是经常成为电子系统辐射发射的根源。
当大量的数字信号瞬间同时切换时便会产生许多高频分量。
近年来，集成电路的频率越来越高，集成的晶体管数目越来越多，集成电路的电源电压越来越低，加
工芯片的特征尺寸进一步减小，越来越多的功能，甚至是一个完整的系统都能够被集成到单个芯片之
中，这些发展都使得芯片级电磁兼容显得尤为突出。
因此，集成电路生产商也需要考虑自己的产品在电磁兼容方面的问题了。
　　由于集成电路的电磁兼容是一个相对较新的学科，国内这方面的书籍还不够全面和详尽，Sonia
Ben Dhia，Mohamed Ramdani和Etienne Sicard等编著的《Electonagneffc Compatibility ofIntegrated Circuits
》一书，结合了国外众多业界专家的专业技术和经验，精心编排了涉及集成电路电磁兼容领域的热点
章节，给出了集成电路辐射和敏感度的历史与现状、基本概念及原理，并通过各种案例给出了详细的
测量方法、建模方法，以及一些企业和科研实验室的仿真与测量结果之间的比较，对于研究和学习集
成电路电磁兼容的专家、学者、设计工程师、电子工程学爱好者来说都是一本难能可贵的好书。
　　电子工业出版社秉承“洋为中用”的原则，一直致力于引进国外优秀的专业书籍，并独具慧眼地
选择了本书的外文原版。
译者承蒙编辑部之约请，将本书译为中文版，愿与国内的专家、学者、工程技术人员共同学习进步。
　　参加本书翻译的有王洪博、齐殿元、孙倩、李炜、程琪、林浩、林军、杨军、刘宝殿、周镒、万
艳、张博钧、余纵瀛等。
译者在电磁兼容、微波与无线通信领域有着丰富的研发经验，并主导制定了多项国际标准、国家标准
及通信行业标准。
面对内容如此浩瀚博大的英文巨著，虽然译者尽其所能，力求做到最好，但是译书中难免会有译词欠
妥、言语疏误之处，敬请广大读者朋友批评指正。
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内容概要

本书的宗旨是综述集成电路的电磁兼容现象，介绍最新的EMC测量方法和EMC建模方法。
    本书给出了集成电路辐射和敏感度的历史与现状、基本概念及原理，并通过各种案例给出了详细的
建模方法、测量方法，以及一些企业和科研实验室的仿真与测量结果，有助于集成电路和电子系统设
计人员减少IC和电子系统的寄生发射，以及对射频干扰的敏感度。
    本书是在集成电路的EMC方面的专门的信息汇总，希望能够为广大集成电路电磁兼容的专家、学者
、设计工程师、电子工程学爱好者提供帮助。
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章节摘录

　　集成电路（IC）往往在电子系统的电磁兼容（EMC）中扮演着重要角色。
通常，IC是产生干扰的信号与噪声的根源，它们会把供给的直流（DC）电源转化为作用于无意发射
和耦合的高频电流和电压。
　　电磁干扰最大的牺牲者也往往是集成电路。
在典型电子系统的所有器件中，集成电路最易因过电压和过电流条件而损坏。
即使没有损坏，耦合到IC的输入或电源引脚的噪声也可能使它们发生故障。
　　虽然IC通常是EMC问题的根源或牺牲者，但是绝大多数与EMC相关的研究和解决的问题的焦点都
在IC封装之外。
传统上，EMC工程师把他们的努力集中在了电路板、机壳和线缆的设计上。
除了一些值得注意的例外（例如，过电压保护和转换速率控制），EMC在集成电路本身的设计中没有
发挥主要作用。
　　伴随集成电路的EMC问题一般分为“芯片内”或“外部耦合”。
当一个或多个电路里产生的信号或噪声与同一芯片内的另一个电路的运行彼此干扰时，就产生了芯片
内的EMC问题。
当集成电路里产生的信号或噪声干扰芯片外的电路或器件时，或者反之，当外部产生的噪声干扰集成
电路的正常工作时，就产生了外部耦合的EMC问题。
　　1.1 芯片内的EMC　　两个最普遍的芯片内的EMC问题是串音和同时开关噪声。
当一个电路中的电压或电流无意地耦合到另一个电路中时，就产生了串音。
如果耦合足够强，耦合的信号还会影响被干扰电路接收到的信号幅度和定时，从而引起电路故障或使
其功能异常。
　　⋯⋯
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编辑推荐

　　集成电路的电磁兼容是一个相对较新的学科，目前我国还没有这方面的专著。
《集成电路的电磁兼容：低发射、低敏感度技术》结合了众多业界专家的专业知识、技术和丰富经验
，悉心编排了涉及集成电路电磁兼容领域的主要技术内容，给出了集成电路发射和敏感度的历史与现
状、基本概念及原理，并通过各种案例给出了详细的建模方法、测量方法，以及一些企业和科研实验
室的仿真与测量结果。
《集成电路的电磁兼容：低发射、低敏感度技术》译者通过精心研读原著并结合自身对集成电路电磁
兼容的专业知识，为广大集成电路电磁兼容的专家、学者、设计工程师、电子工程学爱好者提供了一
本难能可贵的参考书籍，可帮助集成电路和电子系统设计人员在实际设计中减少IC和电子系统的寄生
发射，以及对射频干扰的敏感度。
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